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摘要

 

　　台灣是全球LCD 面板的三個主要供應國之一，然而在LCD 背光模組完成組立後所

進行的點燈測試，卻大都還是以人工目檢的方式在進行。點燈檢測是在面板上依序產

生各種不同的樣本，目的是方便檢測人員檢查面板是否有缺陷，並將面板分級。人工

目檢最大的缺點是檢測結果易受個人主觀意識的影響，不同人可能會有不同的判斷結

果。再者，隨著五、六、及七代廠產能的逐漸開出，不僅面板的尺寸變大重量也變重

，因此以雙手握住面板進行人工目檢的方式已不可行。有鑑於此，本研究的目標是發

展一套以機器視覺為基礎之自動點燈測試系統，取代人工目檢的方式。在檢測方法上

，本研究根據瑕疵的大小分別使用巨觀檢測法及微觀檢測法進行瑕疵的偵測。程序上

是先以巨觀檢測法，檢查面積較大的巨觀瑕疵，其次以微觀檢測法，檢查面積較小的

細瑕疵。巨觀檢測是對整個面板取像，再將攫取所得之影像劃分成數個子區域，然後

逐一計算各個子區域的灰階標準差，最後則根據各子區域的灰階標準差與金樣本影像

對應子區域的灰階標準差的差值，判斷是否有瑕疵。完成巨觀檢測後，剩下的都是屬

於面積較小的細瑕疵，因此微觀檢測法是先將整個面板分成數個子區域，然後再依序

對各個子區域進行高倍率的取像與檢測。細瑕疵的偵測方法也是先對影像施以影像處

理，然後再根據灰階標準差的差值判斷是否有瑕疵。實驗顯示，本研究所發展之點燈

測試法，雖然可以正確的將Band 失效、Mura、線缺陷（亮線、暗線、弱線）、及點

缺陷（亮點、暗點、顏色異常）等瑕疵偵測出來，但是在檢測速度及效率上則有待加

強。
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